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Spectroscopic characterization of several CdI2日ms prepared under different 
conditions was done by sImultaneous measurements of UV absorption and reflection. 
ηle qua1ity of出efilms was s仕onglydependent on出epreparation condition. The 
sirnultaneous measurements of optica1 absorption and reflection upon such films were 
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φ=450 ， p-pol 
で蒸着し、ある温度でアニールした時の
光学密度 (OD)と反射率 (R)である。









ルの両方に 5.676eVの励起子ピークがみ 3 4 5 6 
られ、同様に、 6.2eV辺りの励起子パン






するが、 ODスベクトルにはこれに対応す 2r 山 (Cl 77K 
る構造がみあたらない。反射率は膜の表 φ=450， p-pol 
面近辺、光学密度は膜の表面と内部にわ
たる全体の情報を伝えているが、との事




蒸着した約 37nmのCdh 薄膜のODスペ T 0.10 
クトJレとRスベクトルである。 ODスベク
トルとRスペクトルの両方に、 5.676eV ば0.06ト ¥¥ reflectivity 
の鋭い励起子ピークが現れている。さら 』~ 
に図1と比較すると、スペクトルの構造 0.02 
が非常に似ているのがわかる。よって、 3 4 5 6 








ルである。 Rスペクトルでは膜の表面での反射 (Rl')と、膜と基板との接触面での反射 (Rc ) 
の両方を測定した。 2つの反射スペクトルを比較すると、構造が全く異なっているのがわかる。特
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